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Urzadzenie do pomiaru uziarnienia i ksztattu czastek w trzech wymiarach
Zakres pomiarowy 0,2 mm - 31,5 mm

Mozliwosci urzadzenia:

- trojwymiarowy pomiar ilosci, wielkosci oraz ksztattu czastek

- okreslenie zawartosci ksztattu ziaren w postaci kul, dyskow, walcow, prostopadtoscianow
oraz procentowej objetosci uszkodzonych i nieforemnych ziaren

- zastepuje zmudny pomiar suwmiarka Schulza

- dla czastek suchych i niesklejajacych sie

- pomiar czastek w powietrzu

- pomiar surowcow mineralnych (drobnych kruszyw, zwiru, grubych piaskow), granulatow spozywczych i tworzyw sztucznych, nawozow i
nasion

- pomiar powierzchni wtasciwej

Metoda pomiarowa:

- pomiar optoelektroniczny dla dwoch prostopadtych wymiaréw metoda rozpraszania promieniowania, trzeci wymiar mierzony wg
ilosci skanowan

- pomiar wstepny na 4096 klas wymiarowych

- pomiar kalibrowany na 256 rownych klas wymiarowych lub 11 dowolnych klas ustalanych przez uzytkownika

- petna symulacja analizy sitowej wg metody Elsieve (patent firmy KAMIKA nr 205738)

- analiza koincydencji

- analiza ksztattu wg klasyfikacji Zingga przy rozdzielczosci ponad 2 milionow roznych proporcji trzech wymiarow

- czestosc¢ skanowania czastek 500 kHz

- urzadzenie zbudowane wg patentu firmy KAMIKA nr 204259

Specyfikacja:
- dwa czujniki pomiarowe z diodg podczerwong lub dioda laserowag

- wspomaganie aerodynamiczne przez wentylator z filtrem powietrza
- automatyczny uktad dozowania

- elektroniczny blok pomiarowy

- sonda i dozowniki wykonane ze stali nierdzewnej
- komputer przenosny z oprogramowaniem

- waga zespotu 22 kg

Zapewniamy:

- indywidualne podejscie do klienta

- szkolenie

- wsparcie techniczne

- walidacje

- serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

- oprogramowanie dostosowane do potrzeb

uzytkownika i umozliwiajace optymalizacje badanego procesu
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